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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ELECTROSTATIQUE -
Partie 3-2: Méthodes pour la simulation des effets électrostatiques —

Formes d’onde d’essai des décharges électrostatiques pour les modeéles
de machine (MM)

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation
composee de Iensemble des comltes eIectrotechnlques nationaux (Comités natj

public (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de la CEI
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéregseg
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernel
également aux travaux. La CEl collabore étroitement avec I Or a

5) La CEl n’a prév
responsabilité p@ &
6) Tous les utilisateu {
s a ses admlmstrateurs employes auxmalres ou

e’causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de

de droits de propriét&’intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61340-3-2 a été établie par le comité d'études 101 de la CEl:
Electrostatique.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition publiée en 2002 et constitue
une révision technique.

Le changement majeur par rapport a I'édition précédente est qu’elle ne contient plus
d’applications pour les dispositifs a semiconducteurs.
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1)

International Standz

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROSTATICS -

Part 3-2: Methods for simulation of electrostatic effects —
Machine model (MM) electrostatic discharge test waveforms

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s i at|on comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obje
international co-operation on all questions concerning standardization in the electfi

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standarg i ecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides e d “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a ittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. i 3
governmental organizations liaising with the IEC also participate in fkj . |E aborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in &ccorda W

agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical mattg S possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

No liability shall attadc s dires mployees, servants or agents including individual experts and
members of its technd S E ational Committees for any personal injury, property damage or

AttentionN 0 ty gsibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
~JEC'shaN not\e held responsible for identifying any or all such patent rights.

d IEC 61340-3-2 has been prepared by IEC technical committee 101:

Electrostatics.

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 2002, and constitutes
a technical revision.

The major change of this document is that it no longer contains the application to
semiconductor devices.
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Cette édition a pris en compte les instructions du Standardization Management Board (SMB)
de la CEIl en ce qui concerne I'étude des apports provenant des documents du CE 47
concernant les méthodes d'essais ESD. Le CE 101 a révisé la présente CEl 61340-3-2,
concernant le modéle de machine, en collaboration avec le Groupe de Travail Mixte
CE 47/CE 101. La CEI 61340-3-2 intégre les contributions du CE 47, fondées sur la
CEI 60749-27 correspondante du CE 47.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
101/237/FDIS 101/239/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute inforp
abouti a I'approbation de cette norme.

vote ayant

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Pa

Une liste de toutes les parties de la série CEl 61340 pré s le titre général

Le comité a décidé que le contenu de cette publication\n nodifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site weh :Nwebstore.iec.ch" dans les
y S e date, \a/puhlication sera

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, @
*+ amendée.

S
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It recognizes the direction of the IEC SMB (Standardization Management Board) in terms of
considering inputs from TC 47 documents with regard to ESD test methods. TC 101 has
revised this IEC 61340-3-2, concerning the machine model, in collaboration with the JWG of
TC 47/TC 101. IEC 61340-3-2 incorporates TC 47 input, based on the corresponding TC 47
IEC 60749-27.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
101/237/FDIS 101/239/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be fo
voting indicated in the above table.

* reconfirmed,
* withdrawn,
* replaced by a revised edition, or

@Q&@
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ELECTROSTATIQUE -
Partie 3-2: Méthodes pour la simulation des effets électrostatiques —

Formes d’onde d’essai des décharges électrostatiques pour les modeéles
de machine (MM)

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61340 décrit les formes d’'onde de courant de décharge utilisées

9,
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ELECTROSTATICS -

Part 3-2: Methods for simulation of electrostatic effects —
Machine model (MM) electrostatic discharge test waveforms

1 Scope

This part of IEC 61340 describes the discharge current waveforms used to simulate machine

W
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